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(54) ' Automaticky tester napajecich zdrojl @ jejich ¥dstf

Vynalez se tyka rculizace automatické-
ho testovaciho zafizeni pro konmtrolu a m&-
teni napédjecich zdroji a jejich dasti.
Cinnost testeru ie fizena mikropo&i-
tadem. Tester provadil nastaveni pracovaich
odminek a m&feni v pozadovanych bodech
gestovaného objektu. Nam&fené hodnoty jsou
s§ovnévény se zadanymi tolerandnimi meze-
mle
Automaticky tester napajecich zdroju
a jejich &asti umoZhuje provadét kontrolu
napédjecich zdroju, oZivovéni jejich Sasti
a promé&reni duleZitych soudistek.
Tester je vhodny p¥i vyrob&, kontro-
ldeh i servisu napédjecich zdroju.
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Vyndlez se tykd realizace automatického testovaciho za¥{zeni
pro kontrolu a m&feni napdjecfch zdrojd a jejich &4sti.

P¥i oZivovdni napijecich zdrojd se dosud pouZivale v&tBinou
rudnich jednod&elovyich p¥ipravki nebo pPoloautomatickych sarizeni.
To vyhovovalo p#i vyrob& Jednoduchyeh apalogovjch gdrojl a p¥i
malych vyrobnfch sérifch.Pro efektivn{ a produktivni vfrobm szdrojd
elektrického napdjeni, gv14std zdrojd s impulsni regulacf a pii
vétsich vyrobnich sériich, Je nezbytné pouZit automatickfch testo-
vacich za¥{zeni.Specidln{ automatické testery zdroji neumo#nujf
vBak testovat a o¥ivovat samostatné vait¥nf obvody a &dsti zdrojd.

Uvedené nevyhody odstranuje automaticky tester napdjecich
zdrojd a Jejich &deti podle vyndlezu, jeho¥ podstatou Je;%e vivody
mikropoéitaée jsou spojeny se sb&rnicovymi vivody obvodu styku,
JehoZ desdté vyvody jsou spojény 8 vyvody p¥idavnjch obvodii, kde
vyvody pFfepinale mE¥icich bodd voltmetru jsou spojeny s prvoimi
v¥vody obvodu styku,jeho¥ druhé vyvody Jjsou spojeny s vyvody pie-
pinade nastavovacich bodd prevodniku,kde vyvody nezdvislého pfe-
pinade jsou spojeny s t¥etimi vyvody obvodu styku,jehoZ &tvytéd
vyvody jsou spojeny s vyvody m&¥Fide Easy, kde vyvody bloku p¥e-
vodnikd jsou épojeny 8 pitymi vyvody obvodu styku, Jeho¥ Xesté vy-
vody Jsou spojeny s vyvody m&¥ile p¥ikonu,pfilem# vivody zdti¥e
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jsou spojeny se gsedmymi vyvody obvodu styku, jeho¥ osmé vyvedy jsou
spojeny 8 vyvody sitového napédjede,kde devété vyvody obvodu styku
jsou spojeny s prvnimi vyvody adaptéru, jehot druhé vyvody jsou
spojeny 8 prvnimi vjvody testovaného objektu,jehoZ druhé vyvody
jsou spojeny 8 druhymi vjvody obvodu normalizace nap&ti, jehoZ vstu-
py jsou spojeny s druhymi vystupy ovlddaci jednotky, jeji¥ prvni
vyatnpy jsou spojeny 8 prvnimi vstupy adaptéru,johoﬁ vystupy Jjsou
spojeny se vstupy indika®ni jednotky,prifem¥ vystupy ladic{ jed-
notky jsou spojeny s druhymi veiupy adaptéru, jeho treti vjvody
jsou spojeny 8 prvaimi vyvody obvodu normaliszace nap&ti.

Automaticky tester napijecich zdrojd a jejich S4sti podle
vyndlesgu umo¥nuje provddé&t rychlou a spolehlivou kontrolu napd je~
cich zdrojd,umofnuje rychlé ofivovdn{ jednotlivych tésti zdrojd
a prom&¥eni dileZitjch soutdstek.Obsluha testeru je jednoduchd a
pfehlednd.

Princip zapojeni podle vynélegu bude popsén pomoci vj%resu,
kde je blokové schéma zapojeni automatického testeru napdjecich
zdrojd a jejich &dsti,v n¥m% vjvody 100 mikropo¥itale 1 jsou spo-
jeny se sbdrnicovymi vjvody 200 obvodu 2 styku, jeho? desdté vyvo-
dy 210 jsou spojeny 8 vyvody 31 piidainjch obvodld 3.Vyvody 41 pre-
pinade 4 méiicich bodd voltmetru jeou spojeny s prvnimi vyvody 201
obvodu 2 styku, Jeho! druhé vyvody 202 jsou spojeny 8 vyvody 51 pie~r
pinale 5 nastavovacich bodi pfevodniku.Vyvody 61 nezévislého pre-
pinae 6 Jsou spojeny 8 tretimi vyvedy 203 obvodu 2 styku,jeho

ttvrté vyvody 204 jsou spojeny 8 vivody 71 m&File 7 gasu.Vyvedy 81

——

bloku 8 prevodniki jsou spojeny 8 pdtjmi vyvody 205 obvodu 2 styku,
jehot Zesté vyvody 206 jsou spojeny s vivody 91 m&Fi%e 9 p¥ikonu.
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Vivody 101 zdt&%e 10 jsou spojeny se sedmymi vyvody 207 obvodu 2
styku, jehoZ osmé vivody 208 jsou spojeny s vivody 111 sffového
napdjete 11.Devdté v¥vody 209 obvodu '2 styku Jsou spojeny s prvnf-
- mi vivedy 121 adaptéru 12, jeho¥ druhé vyvody 124 jsou spojeny »
8 prvnimi vyvody 171 testovaného objektu 17.Druhé vyvody 172 testo-
vaného objektu 17 jeou spojeny s druhymi vyvody 163 obvodu 16 nor-
malizace nap&ti, jehoZ vastupy 162 jaou spojeny s druhymi v¥stupy
152 ovlddaci jednotky 15.Jeji prvni vistupy 151 jsom abojeny 8
prva{mi vstupy 126 adaptéru 12, jehoZ vystupy 122 jsou spojeny se
vstupy 131 indika¥n{ jednotk& 1}.Vistupy.1il ladici jednotky 14
Jsou spojeny s druhymi vstupy 123 adaptéru 12,JehoZ tFeti vyvody
125 Jsou'spojeny 8 prvaimi vyvody 161 obvodu 16 normalizace
napét{. | .

Automatiékj tester napdjecich zdroj8 a jejich &det{ umoZnuje
testovat krom¥ kompletnich napéjecfch zdrojd 1 jo;ich‘daleiité
souddstky a ofivovat napf{klad desky elektroniky sdrojd.

Cinnoet celého testeru Je Figena mikropo&{taZem 1,v jeho
pam&ti je uloZen program pro testovdni p¥isluZného objektu vEetns
dat.Test probihd po jednotlivych krocich.V ka¥dém kroku se pro
nastavené podminky m&f{ urditd veli¥ina,nap#iklad nap¥ti v daném
mEficim bod&.Ka¥dd namdFfend hodnota je porovndna s toleran®nimi
mezemi ulofenymi v pam&ti mikropo¥{tade 1.Hikropoéifaé 1,0714&6
prost¥ednictvim obvodu 2 styku piipojéné bléky,které provédéj1f
nastaveni pracovnich podminek a vlastni m&Fen{ v poZadovanych bo-
dech testovaného objektu 17. v

Obvéd_g styku obsahuje stykové obvody a kabeldZ? pro vzdjemné
propojeni jednotlivich blokd testeru.Pfepinal 4 m&ficfch bodd
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voltmetru umoZnuje provdd&t m&Feni napéti v poZadovaném méficim
bod®& testoveného objektu 17 pomoci Eislicového voltmetru,ktery
je souddsti pridavnych obvodd 3.PFepinal 5 nastavovaci{ch bodd
pFevodniku dovoluje gavést vystupni nap&ti gislico-analogového
pFfevodniku 2 bloku 8 pFevodnikd do pfisluZného bodu testovaného
objektu 17.Nesdvisly prepina® 6 slou%i nap¥iklad k pFipojeni |
napéjeciho napéti a provi¥ovédni n¥kterych funkci testovaného
objektu 17.M&FXi¥ 7 Zasu umoZnuje provdd¥t m&Feni %asovfch udajd
impulsnich pribéhd testovaného objektu 17.Fro testovéni napéje-
cfch zdrojd slou%{ m¥ri& 9 pFikonu,zdté% 10 a sitovy napdjed 11,
které umpiiuji providd&t méreni zdrojd pfi zm¥ndch sdtéte a sifo-
vého nepéjecfho nap¥ti.

P¥ipojeni testovaného objektu 17 je provedeno pomoci adaptél
ru 12.Ten obsahuje pFizpisobovaci,pfipojovaci a mé&¥ic{ obvody,kte-
ré zajistujl separdtni funkci testovaného objektu 17 v jeho pra-
covnich podminkdch.Pro spoluprédci s obsluhou je tester vybaven
indika®ni jednotkou 13,ovlddaci jednotkou 15 a ladici jednofkou 14.
Indika¥n{ jednotka 13 je tvorena napfiklad gvételnymi diodami.
Jedna 2z diod indikuje,%e probihd test,druhd indikuje konec testu.
Dal¥{ dioda sloufi k upozorn¥ni obsluhy,Ze se ¥4d4 jeji zdsah.
Projice diod ukazuje tolerantni meze nam&Fené hodnoty, tj.
je-1i nam&fend hodhota mensi,rovna nebo v&tSi neZ povolené tole-
ran¥ni meze uloZené v pamé&ti mikropo¥itate 1.Dald{ diody mohou
obsluhu upozornit na potfebu ladéni ladic{ jednotkou 14.Souddsti
indike¥ni jednotky 13 miZe byt i zobrazoval,kterj indikuje &islo
m&Fic{ho kroku. Ovlddaci jednotka 15 obsahuje nap¥iklad tlafitko
pro start testu,prepinaé typu a pfepinal nap&ti testované desky
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Ladici jednotka 14 umoZnuje provést rychlé urdeni hodnoty
korek&nfho prvku v p¥ipadech,kdy se nap¥fklad misto promé&nného
odporu na testované desce pou¥ivd dostaveni ur&iténo parametru
na jmenovitou hodnotu pF¥ipojenim pevného odporu.Ladici‘jednotka 14
se sklddd nap¥iklad z p¥epinale se sadou odpori.Pfepinadem se nas-
tavi m&Ffend velidina do predepsanjch toleranci a na Jeho stupnici
se pFfimo odefte hodnota potfebmného korekiniho prvku,ktery se osadi
do vyhrazeného mista testované desky.

Obvod 16 normalizace nap&ti slou%i k obousmdrné ipravé napé-
tovyeh drovai mezi tésterem a testovanym objektem 17.To umoZnuje
pouﬁit stejného nastaveni pracovnich podminek i étejnjch tolerand-
nich mezi pfi vyhodnoceni m&Ffenych nap&fovych urovni,nezdvisle na
Jmenovité hodnot& nap¥ti testované desky elektroniky nebo testova-
ného zdroje.Obvod 16 normalizace nap&ti miZe byt realizovén napf{-
klad zesilovati s prepinatelnym ziskem,ovlddanymi z ovlddaci jed-
notky 15.

P¥idavné obvodyiz mohou obsahovat krom# &{slicového voltmetru
nap¥iklad obrazovkovy zobrazoval,tiskdrnu,snimad d&rné pdsky a
vn&38i pr¥idavnou pam&t.Na obrazovkovém zobrazovasdi probihd prib&z-
né zobrazovdni nam&fenych hodnot i s p¥fsludnou hldskou pPi chfbé,
kterd oznafuje i pravdépodobné misto a pF{¥inu z2j18t&né zdvady.

Pri testovdni souldstek zdroj8,napfiklad specidlnfho #fdfeiho
integrovaného obvodu typu B260D,se pouze zjidfuje,zda vyhovuji
pFedepsanym katalogovym idajtm.

P¥i testovdni desky elektroniky nebo kompletnfho zdroje dojde

v p¥ipad¥®,kdy nam&fend hodnota le%{ mimo zadané toleran®n{ meze,
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k zastaveni testu a k opakovanému provédd&ni chybového m&¥eni.Po
pFedpoklddaném odstran&ni zdvady nebo nastaveni uriitého prvku,
atiskne obsluha pPfslu¥né startovaci tla¥ftko ovlddaci jednotky 15.
Provede se znovu m&feni kroku,ve kterém doSlo k chyb&; je-11i gdvada
odstran&na,prejde se antomaticky na dal3{ testovac{i krok,v opalném
pripedé je nutno v hleddni zévady pokraSovat.Ofiveni desky nebo
zdroje probihd tedy vvdialogovém refimu mezi testerem a obsluhou,
kdy obsluha neztrdc{ &as ani energii provédddnim mnozstvi m&Feni,
ale soustfedi.se'pouze na odstrandni{ zdvad,na které Je testerem
navedena.To zna¥n& urychluje proces o¥iven{ desky nebo zdroje.
Automaticky tester napéjecich zdroji a jejich &dsti umo¥nu je
rychlou a spolehlivou kontrolu goutdstek,84sti i celkd napéiecich
gdrojd a urychluje jejich o¥iveni.Tester je vhodny p¥i vyrobé,

kontroldch i servisu napdjecich zdroji.
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1. Automaticky tester napdjecich zdroji a jejich 84st{, vyznadeny
tim,%e vyvody /100/ mikropo&itade /1/ Jsou spojeny se sbérni-
covymi vyvody /200/ obvodu /2/ styku, jeho¥ desété vyvody /210/
jsou spojeny s vyvody /31/ pfidavnfch obvodd /3/,kde v§vody /41/
pfepinafe /4/ m&Ficich bodd voltmetru jsou spojeny s prvnimi
vivedy /201/ obvodu /2/ styku,jeho% druhé vyvody /202/ jsou
spojeny s vyvody /51/ p¥epinade /5/ nastavovacich bodd p¥evod-
niku,kde vyvody /61/ nezdvielého prepinale /6/ Jsou spojeny
8 tretimi vyvody /203/ obvodu /2/ styku,jehoZ &tvrté vyvody /204/
Jsou spojeny s vyvody /71/ m¥Fi&e /7/ &asu a kde vyvody /81/
bloku /8/ pfevodnikd jsou spojeny sbpétjmi vyvody /205/ obvo-
du /2/ styku, jehoX Zesté vivody /206/ jsou spojeny s vyvody /91/
m&Fife /9/ p¥ikonu,p¥ifem% vyvody /101/ zdtdZe /10/ jsou spojeny
‘se sedmymi vjvody /207/ obvodu /2/ styku,jeho% osmé vivody /208/
jsou spojeny s v¥vody /111/ sitového napdjede /11/,kde devdté
vyvody /209/ obvodu /2/ styku jsou spojeny s prvnimi vyvedy /121/
adapteru /12/,jeho% druhé vyvody /124/ jsou spojeny s prvnimi
vyvody /171/ testovaného objektu /17/,jeho% druhé vyvody /172/
jsou spojeny s druhymi vyvody /163/ obvodu /16/ normalizace
nap&ti, jehoZ vstupy /162/ jsou spojeny s druhymi vystupy /152/
ovlddaci jednotky /15/,jeji¥ prvni vystupy /151/ jsou spojeny
8 prvnimi vstupy /126/ adapteru /12/,jeho% vystupy /122/ jsou
spojeny se vatupy /131/ indika¥ni jednotky /13/,pFilem% vystu-
py /141/ ladici jednotky /14/ jsou spojeny s druhjmi vstu-
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py /123/ adaptéru /12/,jehok t¥eti vjvody /125/ jsou spojeny
s prvnimi vyvody /161/ obvodu /16/ normalizace nap&ti.

1 vikees



) fe—2d
100
5 22
31
L 201
L1
202
5 5Y/
203
6 bl
20
7 ﬁ;
71
20
3 —=
&1
200
9 N
10 =24
101
208
n m

230 990

17

13 4%
131 1
122 123\
112!+ 1'71
- —
121
S— 12
209
126 172
<> 16
161 163
126 162
151 152
15




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

